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Avram Dascalescu loana-Maria
@ Bucuresti, Romania

¥4 Ioana.dascalescu@infim.ro

Sexul F | Data nasterii 25.05.1992| Natjonalitatea Romana

2017 — prezent Asistent Cercetator Stiintific
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Magurele, Iifov, www.infim.ro

= Depuneri de filme subtiri prin metoda depunerii catodice cu magnetron;
= Masurari electrice si fotoelectrice:

= Masurari de caracteristici Curent — Tensiune (I -V);

= Masurari de caracteristici Curent — Temperatura (I -T);

= Distributii spectrale ale fotocurentului;
= Metalizari prin evaporare termica in vid.

2016 — prezent. Studii doctorale la Scoala Doctorala de Fizica, Facultatea de Fizica, Universitatea din
Bucuresti

2014 — 2016, Studii de masterat la Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti;
2011 — 2014, Facultate de Fizica, Universitatea din Bucuresti;

2007 — 2011, Liceul Teoretic C. A. Rosetti, Bucuresti;
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Curriculum Vitae loana-Maria Avram Dascalescu

= Depuneri de filme subtiri prin metoda depunerii catodice cu magnetron;
= Masurari electrice si fotoelectrice:

= Masurari de caracteristici Curent — Tensiune (I -V);

= Masurari de caracteristici Curent — Temperatura (I -T);

= Distributii spectrale ale ale fotocurentului;
= Metalizari prin evaporare termica in vid.

= Excelente abilitati de lucru cu MS Office.
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